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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Systemy metrologiczne

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Metrological Systems

Kod przedmiotu WIEiK ELEKTROTECH oIN PK33 14/15

Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 4.00

Semestry 6

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykłady Ćwiczenia Laboratoria
Laboratoria
komputero-

we
Projekty

6 10 0 5 0 5 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Znajomość budowy i struktury komputerowych systemów pomiarowych.

Cel 2 Znajomość struktury i budowy systemów pomiarowych ze sterownikiem PLC.

Cel 3 Znajomość struktury wbudowanych systemów pomiarowych.

Kod archiwizacji: 1668B6ED
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Cel 4 Projektowanie systemów pomiarowych.

Cel 5 Programowanie systemów pomiarowych.

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawy elektroniki analogowej i cyfrowej.

2 Podstawy metrologii elektrycznej.

3 Podstawy programowania w języku C lub Pascal.

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość struktury cyfrowego systemu pomiarowego.

EK2 Wiedza Znajomość czujników pomiarowych i układów kondycjonowania.

EK3 Wiedza Znajomość układów akwizycji sygnałów pomiarowych karty pomiarowe.

EK4 Umiejętności Programowanie systemów pomiarowych.

6 Treści programowe

Laboratoria

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1 Przemysłowy komputerowy system pomiarowy. 2

L2 System pomiarowy ze sterownikiem PLC. 2

L3 Sieciowy system pomiarowy. 1

Wykłady

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1 Cyfrowy system pomiarowy, tor pomiarowy i jego model. 1

W2 Struktura funkcjonalna i klasyfikacja systemów pomiarowych. 1

W3 Architektura przemysłowego systemu pomiarowego. 1

W4 Oprogramowanie systemów pomiarowych, wirtualny przyrząd pomiarowy. 1

W5 Wbudowane systemy pomiarowe. 1

W6 System pomiarowy ze sterownikami PLC. 1

W7 Aplikacje przemysłowych systemów pomiarowych. 4
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Wykłady

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

Projekty

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1 Projekt systemu pomiarowego. 5

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

N2 Ćwiczenia projektowe

N3 Ćwiczenia laboratoryjne

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 20

Konsultacje przedmiotowe 10

Egzaminy i zaliczenia w sesji 10

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 35

Opracowanie wyników 10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 35

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Ćwiczenie praktyczne
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F2 Odpowiedź ustna

F3 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego

Ocena podsumowująca

P1 Projekt

P2 Zaliczenie ustne

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 Brak podstawowej znajomości struktury cyfrowego systemu pomiarowego.

Na ocenę 3.0 Znajomość podstawowej struktury cyfrowego systemu pomiarowego..

Na ocenę 3.5
Znajomość podstawowej struktury i bloków funkcjonalnych cyfrowego systemu
pomiarowego.

Na ocenę 4.0 Znajomość charakterystyki bloków funkcjonalnych systemu pomiarowego.

Na ocenę 4.5 Znajomość przykładów realizacji bloków funkcjonalnych systemu.

Na ocenę 5.0 Dobór bloków funkcjonalnych do zadanej funkcjonalności systemu.

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0 Brak znajomości czujników i ikładów kondycjonowania.

Na ocenę 3.0 Znajomość podstawowych czujników i układów kondycjonowania.

Na ocenę 3.5 Znajomość budowy podstawowych czujników i układów kondycjonowania.

Na ocenę 4.0 Znajomość charakterystyk podstawowych czujników i układów kondycjonowania.

Na ocenę 4.5
Znajomość czujników wielkości nieelektrycznych. Na ocene 5 Dobór czujników
i układów kondycjonowania do zadanego procesu pomiarowego.

Na ocenę 5.0 Dobór czujników i układów kondycjonowania do zadanego procesu pomiarowego.

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0 Brak znajomości układów akwizycji sygnału i kart pomiarowych.

Na ocenę 3.0 Znajomość struktury układu akwizycji sygnału

Na ocenę 3.5 Znajomośc kart pomiarowych i ich struktury.

Na ocenę 4.0 Znajomość parametrów kart pomiarowych.

Na ocenę 4.5 Dobór karty pomiarowej do zadanego zastosowania

Na ocenę 5.0 Synteza dedykowanych układów akwizycji sygnału.

Efekt kształcenia 4
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Na ocenę 2.0 Brak umiejętności programowania systemów pomiarowych.

Na ocenę 3.0 Podstawowa znajomość struktury oprogramowania systemów pomiarowych.

Na ocenę 3.5
Podstawowa znajomość graficznego języka programowania systemów
pomiarowych.

Na ocenę 4.0 Umiejętność programowania prostego systemu pomiarowego.

Na ocenę 4.5 Opracowanie algorytmu działania złożonego systemu pomiarowego.

Na ocenę 5.0 Programowanie złożonych systemów pomiarowych.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1
K_W15,

K_W16, K_U04 Cel 1 Cel 2 W1 W2 W3 N1 F2 P2

EK2
K_W15,

K_W16, K_U04
Cel 1 Cel 2

Cel 3
L1 L2 L3 W2

W3 P1 N1 N2 N3 F1 F2 F3 P2

EK3
K_W15,

K_W16, K_U04 Cel 2 Cel 3 L1 L2 L3 W3
W5 W6 P1 N1 N2 N3 F1 F2 F3 P1 P2

EK4

K_W15,
K_W16,
K_W18,

K_U04, K_U18

Cel 4 Cel 5 L1 L2 L3 W7 P1 N1 N2 N3 F1 F2 F3 P1 P2

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Winiecki W. — Organizacja komputerowych systemów pomiarowych., Warszawa, 1997, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej

[2 ] Świstulski D. — Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych
w LabView, Warszawa, 2005, Agenda Wydawnicza PAK

[3 ] Leśniak P., Świstulski D. — Komputerowa technika pomiarowa w przykładach., Warszawa, 2002, Agenda
Wydawnicza PAK
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[4 ] Rak R. — Wirtualny przyrząd pomiarowy - realne narzędzie współczesnej metrologii, Warszawa, 2003, Oficyna
Wydawnicz Politechniki Warszawskiej

Literatura dodatkowa

[1 ] www.ni.com

[2 ] www.elmark.com.pl

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr inż. Prof. PK Ryszard Mielnik (kontakt: rmiel@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

1 dr inż. Ryszard Mielnik (kontakt: rmiel@pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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